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Strukturfaktor und mehratomige Basis
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Drehkristall-Verfahren
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Debye-Scherrer-Verfahren
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Laue-Verfahren
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Defekte im Kristallgitter
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Liniendefekt wandert unter Scherspannung durch Gitter

wenn er nicht von einer
Verunreinigung aufge-
halten wird: “pinning”
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